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摘要(译)

一种用于检测相干反射器的方法和超声成像系统，包括使用包括2D孔径
的探头从体积中获取超声通道数据，从超声通道数据计算MRT，识别相
干反射器在平面上的投影的第一角度 基于MRT平行于2D孔径，检测超声
通道数据中的线形回波图，确定相干反射器相对于2D孔径的第二角度，
基于相干反射器确定相干反射器的位置和方向 第一角度和第二角度，增
强了基于超声通道数据生成的图像中相干反射器的表示，并在增强了相
干反射器的表示后在显示设备上显示图像。
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